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SPGERO0O065 - Caracterizacao dos Materiais

Disciplina optativa
Nivel: Mestrado Académico.
Numero de Créditos: 3 (aulas tedricas) + 1 (aulas praticas) = 4

Carga Horéria Total: 60h (aulas tedricas e praticas)

Ementa:

Introducé@o a Estrutura dos Materiais. Determinacdo Estrutural de Cristais (Rede de
Bravais). Microscopia Optica: Aplicacdes e Limitacbes da Técnica. Interacéo da Radiac&o
com a Matéria (Radiacdo Eletromagnética, Elétrons, Prétons e Néutrons). Técnicas de
Preparacdo Metalogréfica (Corte, Lixamento, Polimento e Contrastes). Microscopia
Eletrdnica de Varredura: Imagem por Elétrons Secundarios e Retro-espalhados,
Espectroscopia por Dispersdo de Energia, Andlise Quantitativa e Qualitativa. Andlises de
Imagens. Difracdo de Raios-X: Geracdo de Raios-X, Lei de Bragg, Absorcéo
de Raios-X e Metodologia de Identificacdo de Fases Cristalinas. Microscopia Eletronica
de Transmissdo. Andlises Térmicas (DTA, DSC, TMA, TG, Flash). Dilatometria.

Termoresistividade. Espectroscopia de Infravermelho.
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